DIN EN 15991:2011-04 (D)

Prifung keramischer Roh- und Werkstoffe - Direkte Bestimmung der Massenanteile
von Spurenverunreinigungen in pulver- und kornformigem Siliciumcarbid mittels
optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES) und
elektrothermischer Verdampfung (ETV); Deutsche Fassung EN 15991:2011

Inhalt Seite
72 e T o 3
1 ANWendungSbereiCh ... ——————————— 4
2 QT T4 0T o3 1= ] o 10 5 T 4
3 85 o1 L0 4 =3 =SSP 4
4 (=T - 6
5 Reagenzien und Hilfsmittel ...t ssr e s n e e e 7
6 Probenahme und Probenvorbereitung...........cuuiiiiiiiimimmmecememeeeeensssssssssssssssssssssssssssssssss s nes 7
7 LG 111 o =T 0] T 7
8 DUFChfURIUNG ...t n e na s ann e e s 8
9 Wellenldangen und Arbeitsbereich ... —— 9
10 Berechnung der Ergebnisse und AUSWErtUNG........cccccvieirinnsinsi e 9
11 Angabe der ErgebnisSse ... 10
12 o = .4 1= T o 10
13 PrifberiCht ... ———————————— 10
Anhang A (informativ) Ergebnisse des RiNgGVersSUChES..........cccccciiiiiiiccciimcmrinnn s csssseses e s s ssssssen e e se s sssnssnns 1
Anhang B (informativ) Wellenlangen und Arbeitsbereich .........cccccviiccicieimiiie s 16
Anhang C (informativ) Mogliche Storungen und ihre Beseitigung.......cccccceeiiccccceecrnenns e 17
Anhang D (informativ) Angaben zur Bewertung der Unsicherheit des Mittelwertes ..........cccccerriricccnnees 20
Anhang E (informativ) Handelsuibliche zertifizierte Referenzmaterialien ............cccocccmimrrricccccceenenn s 21
Anhang F (informativ) Angaben zur Validierung eines auf der Kalibrierung mit fliissigen

Standards basierenden Analysenverfahrens am Beispiel von SiC und Graphit...........cccccceeenn. 22
LiteratuUrhinWeiSe.......ceiiiiere et 25



		2026-04-29T18:31:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




